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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL -

Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film
amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules

FOREWORD

The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standarndization co
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object ofy IEC is to
interhational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical,and‘electronic f

mprising
promote
elds. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standardsj Technical Specifjcations,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (heréafter referred to

hs "IEC

Publ|cation(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in thHle subject dealt with may participate in this preparatory work. Internafional, governmental a

hd non-

govgrnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborateq closely
with [the International Organization for Standardization (ISO) in accordahce with conditions deternjined by

agrepment between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inte
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
interpsted IEC National Committees.

IEC |Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC

national
from all

National

Compmittees in that sense. While all reasonable efforts @rermade to ensure that the technical content of IEC

Publ|cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
misipterpretation by any end user.

for any

In ofder to promote international uniformity, IEC\ National Committees undertake to apply IEC Pubjications
trandparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

betwleen any IEC Publication and the correspaonding national or regional publication shall be clearly ind
the Iatter.

cated in

IEC |tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide cgnformity

sment services and, in some: dreas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblel for any

erts and

members of its technical ‘committees and IEC National Committees for any personal injury, property dafnage or
othef damage of any ‘nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expenses arising oui\of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publ|cations.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
indispensable-for the correct application of this publication.

Attentians is"drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
patept rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

htions is

bject of

International Standard IEC 61215-1-3 has been prepared by IEC technical committee 82:
Solar photovoltaic energy systems.

This second edition cancels and replaces the first edition of IEC 61215-1-3, issued in 2016,
and constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) A cyclic (dynamic) mechanical load test (MQT 20) added.
b) A test for detection of potential-induced degradation (MQT 21) added.
c) A bending test (MQT 22) for flexible modules.
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Informative Annex A of 61215-1:2021 explains the background and reasoning behind some of
the more substantial changes that were made in the IEC 61215 series in progressing from

edition

1 to edition 2.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
82/1826/FDIS 82/1851/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in

the rep

This dgcument has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2/

This st

A list
photov
websit

The co
stabilit

the specific document. At this date, the document.will be

e rec
o wit
e rep

e am

ort on voting indicated in the above table.

of all parts in the IEC 61215 series, published under sthe~general title Ter
oltaic (PV) modules — Design qualification and type approval, can be found on t

)
> -

y date indicated on the IEC website under "hitp*//webstore.iec.ch" in the data rel

pnfirmed,
hdrawn,
aced by a revised edition, or

ended.

andard is to be read in conjunction with IEC 61215-1:2021 and IE€'61215-2:2021.

restrial
he |[EC

mmittee has decided that the contents of this decument will remain unchanged until the

ated to
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TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL -

Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film
amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules

1 Scope

This d
modulé
modulé
which

In clin

recommended to consider testing to higher temperature test‘\conditions as descri

IEC TS
are req
in IEC
tested
IEC 62

This d
terrest
techno|

This d
utilized
are pe
conceri

The ol
and to
modulg
are en
are ap
and th

bcument lays down requirements for the design qualification of terrestrial photq
s suitable for long-term operation in open-air climates. The useful sérvice
s so qualified will depend on their design, their environment and the conditiong

hates where 98th percentile operating temperatures exceed 70 °C, use

63126. Users desiring qualification of PV products with”lesser lifetime expec
ommended to consider testing designed for PV in censumer electronics, as des
63163 (under development). Users wishing to gaitr confidence that the charact
in IEC 61215 appear consistently in a manufactured product may wish to
941 regarding quality systems in PV manufactufing.

bcument is intended to apply to all thinfilm amorphous silicon (a-Si; a-Si/uc-Si)
fial flat plate modules. As such, it addresses special requirements for testing
ogy supplementing IEC 61215-1:2021 and IEC 61215-2:2021 requirements for tg

bcument does not apply to modules used with concentrated sunlight although it

[formed using the irradiance, current, voltage and power levels expected at the
tration.

show, as {ar’'as possible within reasonable constraints of cost and time, tk
is capable-of withstanding prolonged exposure outdoors. Accelerated test con|
pirically~based on those necessary to reproduce selected observed field failur
pblied~equally across module types. Acceleration factors may vary with product
ussnot all degradation mechanisms may manifest. Further general informat

voltaic
life of
under

hey are operated. Test results are not construed as a quantitative prediction of module
lifetime.

s are
bed in
tations
cribed
pristics
utilize

based
of this
sting.

nay be

for low concentrator modules (1 to 3 suns). For low concentration modules, a]l tests

design

ject of this test sequence is to determine the electrical characteristics of the module

at the
ditions
es and
design
on on

accele

rated test methods inr\lurling definitions of terms may be found in IEC 62506

Some long-term degradation mechanisms can only reasonably be detected via component
testing, due to long times required to produce the failure and necessity of stress conditions
that are expensive to produce over large areas. Component tests that have reached a
sufficient level of maturity to set pass/fail criteria with high confidence are incorporated into
the IEC 61215 series via addition to Table 1 in IEC 61215-1. In contrast, the tests procedures
described in this series, in IEC 61215-2, are performed on modules.

This document defines PV technology dependent modifications to the testing procedures and
requirements per IEC 61215-1:2021 and IEC 61215-2:2021.
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2 Normative references

The normative references of IEC 61215-1:2021 and IEC 61215-2:2021 are applicable without
modifications.

3 Terms and definitions

This clause of IEC 61215-1:2021 is applicable without modifications.

4 Te

This cl

st samples

huse of IEC 61215-1:2021 is applicable without modifications.

5 Marking and documentation

This cl

6 Te

This cl

Speci
proce

7 Pa

This cl

buse of IEC 61215-1:2021 is applicable without modifications.

sting

huse of IEC 61215-1:2021 is applicable with the‘following modifications:

| care has to be taken for stabilizing th&’ power output of the module using M
ure with specific requirements stated in+11.19 below.

ss criteria

huse of IEC 61215-1:202Nis applicable with the following modifications:

The maximum allowableg value of reproducibility is setto » = 2,0 %.

The m
contair

aximum allewable value of measurement uncertainty is set to m1 = 4,0 % for m
ing singlé-junction cells, and m4 = 5,0 % for modules containing multi-junction cg

QT 19

odules
Ils.

8 M:icjor visual defects

This clause of IEC 61215-1:2021 is applicable without modifications.

9 Report

This clause of IEC 61215-1:2021 is applicable without modifications.

10 Modifications

This clause of IEC 61215-1:2021 is applicable without modifications.
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11 Test flow and procedures
The test flow from IEC 61215-1:2021 is applicable.
11.1 Visual inspection (MQT 01)

This test of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.2 Maximum power determination (MQT 02)

This tefT of IEC 6TZ215-2:202T 1S applicable without modifications.
11.3 |nsulation test (MQT 03)

This tejst of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.
11.4 Measurement of temperature coefficients (MQT 04)

This test of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.
11.5 Placeholder section, formerly NMOT

This sybclause of IEC 61215-2:2021 does not require‘technology-specific modifications
11.6 Performance at STC (MQT 06.1)

This tejst of IEC 61215-2:2021 is applicableiwithout modifications.
11.7 Performance at low irradiance)(MQT 07)

This tejst of IEC 61215-2:2021 istapplicable without modifications.
11.8 Putdoor exposure.test (MQT 08)

This tejst of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.
11.9 Hot-spot endurance test (MQT 09)

This sybclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.

11.9.1 Purpose

This subclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.
11.9.2 Hot-spot effect

This subclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.
11.9.3 Classification of cell interconnection

This subclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.
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Apparatus

This subclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.

11.9.5

Procedure

MQT 09.2 of IEC 61215-2:2021 shall be performed for any MLI module design.

If the module is constructed by interconnection of cell-like substructures, MQT 09.1 of

IEC 61

215-2:2021 may be applicable.

11.9.6

This sU

11.9.7

This sU

11.10

This te

11.11

This te)

The td
IEC 61
curren

11.12

This te

11.13

This te

Final measurements
bclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.
Requirements
bclause of IEC 61215-2:2021, test MQT 09, is applicable without modifications.
UV preconditioning test (MQT 10)
st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.
Thermal cycling test (MQT 11)

st of IEC 61215-2:2021 is applicable with-the following modifications:

chnology specific current whichv"needs to be applied according to MQT
215-2:2021 shall be equal to @1 x STC peak power current. If 0,1 x STC peak
is less than 100 mA, then 400°"mA may be applied instead.

Humidity-freeze test (MQT 12)
st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.
Damp heat test (MQT 13)

st of JEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.14 |

This te

o ‘ N (MQT 14)

st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.15 Wet leakage current test (MQT 15)

This te

st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.16 Static mechanical load test (MQT 16)

This te

st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11 of
power
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11.17 Hail test (MQT 17)

This te

st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.18 Bypass diode testing (MQT 18)

This te

st of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.19 Stabilization (MQT 19)

This te,

st of IFC 61215-2:2021 is applicable with the following madifications:

Amorp
soakin
to deli

11.19.

For the

Any Ki
proces

11.19.]
This te
11.19.]

In IEC
irradia

In IEG
modulg

NOTE

11.19.]

This te

hous silicon based thin-film PV modules shall only be stabilized throughy‘indo
j. Due to the non-controllable outdoor conditions, an outdoor method iscofside
er reproducible results.

Criterion definition for stabilization

nd of storage shall be done at temperature below 25 °C to avoid thermally ac
ses affecting MQT 06.1 of IEC 61215-2:2021 measlrement.

P Light induced stabilization procedures
st of IEC 61215-2:2021 is applicable with-the following modifications.
P.1 Apparatus for indoor stabilization

61215-2:2021, 4.19.3.1 replace item d) with: "Use the reference device to s
nce between 600 W/m2 and1 000 W/m2. Record the irradiance."

61215-2:2021, 449:3.1 replace item e) with: "During the simulator exposu
temperature shall'stay below 55 °C."

Most a-Si containing active layers are known to anneal at module temperatures above 55 °C very q

p.2 Requirements for outdoor exposure for stabilization

br light
ed not

definition of stabilization as per MQT 19 of IEC 61215-2:2021 x = 0,02 shall be {sed.

tivated

et the

e, the

bickly.

st of IEC 61215-2:2021 is not applicable.

11.19.3 Other stabilization procedures

At present no alternative stabilization methods are applicable.

11.19.4 Initial stabilization (MQT 19.1)

Initial stabilization is performed on all modules.

Initial stabilization shall be obtained by exposing the modules to simulated sunlight.
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To fulfil MQT 19 requirements using light exposure, a minimum of two intervals each of at
least 43 kWh/m2 are required. After this preconditioning all of the test modules shall be
measured for STC power (MQT 06.1 of IEC 61215-2:2021).

Output power determination shall be performed after a minimum cooling time of 30 min.

Exposure doses of 200 kWh/m2 to 400 kWh/m? are typically necessary to reach stabilization
of amorphous silicon thin-film modules.

11.19.5 Final stabilization (MQT 19.2)

Final sllabilization is performed on all modules after the test sequences to prove fulfilment of
Gate No. 2 requirement of IEC 61215-1:2021.

To fulfjl MQT 19 requirements a minimum of two intervals of at least 43 kWh/m2 each are
requirgd.

Exposlire doses of 200 kWh/m2 to 400 kWh/m? are typically negessary to reach stabilization
of amdrphous silicon thin-film modules.

For mqdules that have been subjected to potential induced degradation (PID) stress (MQT 21),
the maximum exposure limit after reaching stabilization‘shall not be exceeded. The light soak
shall tgrminate no more than 86 kWh/m2 after the stabilization criterion is met.

Output|power determination shall be performed after a minimum cooling time of 30 min.
11.20 Cyclic (dynamic) mechanical load’test (MQT 20)

This tefst of IEC 61215-2:2021 is applicable without modifications.

11.21 Potential induced degradation test (MQT 21)

This tefst of IEC 61215-27is applicable without modifications.

11.22 Bending test\(MQT 22)

This tefst of IE€61215-2:2021 is applicable to flexible modules without modifications.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV) POUR APPLICATIONS
TERRESTRES - QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET
HOMOLOGATION -

Partie 1-3: Exigences particuliéres d'essai
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des modules photovoltaiques (PV)
au silicium amorphe a couches minces

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mordiale de norm
osée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohaux de I'lEC). L’IE
de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les d
électricité et de I'électronique. A cet effet, 'IlEC — entre autres_adtivités — publie des
hationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, (des Spécifications access
c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC%) Leur élaboration est confié
tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut partici
hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, p4g
bment aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organi§ation Internationale de Normalisatid
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

fHécisions ou accords officiels de I'lEC concernant les quéstions techniques représentent, dans la
ossible, un accord international sur les sujets étudiés) étant donné que les Comités nationaux
bssés sont représentés dans chaque comité d’études:

Publications de I'lEC se présentent sous la forme’ de recommandations internationales et sont
ne telles par les Comités nationaux de I'lEC, Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin q
ure de I'exactitude du contenu technique de.ses publications; I'l[EC ne peut pas étre tenue respon
htuelle mauvaise utilisation ou interprétation’qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans
re possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications ng
gionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications natior
nales correspondantes doivent '€tre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indéq
issent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux mar
brmité de I'lEC. L’'IEC-n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cer
endants.

les utilisateurstdojvent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicati

ne responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxilig
lataires, § ‘compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
naux deN'tEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tg
nage devquelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice)-et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lE

touts

hlisation
a pour
bmaines
Normes
bles au
e a des
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rticipent
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autre Publication de 'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

référ

encées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61215-1-3 a été établie par le comité d'études 82 de I'lEC:
Systémes de conversion photovoltaique de I'énergie solaire.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiere édition de I'lEC 61215-1-3, parue
en 2016. Cette édition constitue une révision technique.
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Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition

précéd

ente:

a) Ajout d'un essai de charge mécanique (dynamique) cyclique (MQT 20).

b) Ajout d'un essai de dégradation induite par le potentiel (MQT 21).

c) Ajout d'un essai de flexion (MQT 22) dédié aux modules souples.

L’Annexe informative A de I'lEC 61215-1:2021 explique le contexte et le raisonnement qui
justifient certaines modifications les plus importantes apportées a la série IEC 61215 dans
I’évolution de I'édition 1 a I'édition 2.

Le textle de cette norme est issu des documents suivants:

Le rap
abouti

La ver

Ce doqg

La pi
I''EC 6

Une lis
photov
homolq

Le con

stabilit indiquée sur le~site web de I'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les d¢
relativgs au document recherché. A cette date, le document sera

e recpnduit,

e supprime,

FDIS Rapport de vote
82/1826/FDIS 82/1851/RVD

bort de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infofmation sur le votg
2 'approbation de cette norme internationale.

5ion francgaise de la norme n’a pas été soumise au vote;

ument a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

ésente norme doit étre utilisée __conjointement avec [I'IEC 61215-1:20

gation, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

hité a décidé que le_contenu de ce document ne sera pas modifié avant la d

. reanIacé par une édition révisée, ou

e am

e ayant

jon et

1215-2:2021.
te de toutes les parties de la série IEC 61215, publiées sous le titre général Modules
oltaiques (PV) pour applications terrestres — Qualification de la concept

ate de
nnées

ndd
RE-S-



https://iecnorm.com/api/?name=572dd1a8fd90055762e93c309657b75a

- 16 - IEC 61215-1-3:2021 © |IEC 2021

MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV) POUR APPLICATIONS
TERRESTRES - QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET
HOMOLOGATION -

Partie 1-3: Exigences particuliéres d'essai
des modules photovoltaiques (PV)
au silicium amorphe a couches minces

1 Ddgmaine d'application

Le présent document établit les exigences pour la qualification de la conception des mlodules
photovpltaiques (PV) pour applications terrestres adaptés a une utilisation de longue| durée
dans l¢s climats a I'air libre. La durée de vie utile des modules ainsi qualifiés dépend dle leur
conception, de leur environnement et de leurs conditions de fonctionnement. Les résultats
d’essal ne sont pas considérés comme une prévision quantitative~de la durée de \lie des
modulgs.

Sous fles climats pour lesquels les températures de, fonctionnement du 98¢ percentile
dépasgent 70 °C, il est recommandé aux utilisateurs dlenivisager d’effectuer des essais dans
des cpnditions d’essai a des températures plus “élevées telles que décrites| dans
'IEC TS 63126. Il est recommandé aux utilisateurs:qui souhaitent qualifier des produits PV
ayant pne durée de vie moins longue d'envisagerdes essais congus pour des produits PV
utiliséq dans I'électronique grand public, commeé’cela est spécifié dans I'lEC 63163 (en cours
d’élabgration). Les utilisateurs qui souhaitent‘étre assurés qu’un produit fabriqué présgnte de
maniéne cohérente les caractéristiques seUmises aux essais dans le cadre de I'lEC|(61215
peuvent vouloir utiliser I'EC 62941 relative aux systéemes de qualité pour la fabricatipn des
modulgs photovoltaiques (PV).

Le prgsent document est destiné a s'appliquer a tous les modules a plaque plgne au
siliciunp amorphe (a-Si; a-Si/p¢=Si) a couches minces pour applications terrestres. A celtitre, il
spécifie des exigences d'essai particulieres a cette technologie en complément des exigences
d'essa| données dans I'lEC 61215-1:2021 et I'lEC 61215-2:2021.

Le prégent document ne s'applique pas aux modules utilisés avec un ensoleillement intense,
méme [s'il peut(étre utilisé pour les modules a faible concentration (ensoleillement 1 a 3). Pour
les mqdules<a faible concentration, tous les essais sont réalisés en utilisant les niveaux
d'éclaitement, de courant, de tension et de puissance prévus a la concentration théoriqle.

L'objet de cette séquence d'essais est de déterminer les caractéristiques électriques du
module et de démontrer, dans toute la mesure du possible et avec des contraintes de colt et
de temps raisonnables, que le module est capable de supporter une exposition prolongée en
site naturel. Les conditions d’essais accélérés sont fondées de maniére empirique sur les
conditions nécessaires pour reproduire les défaillances sur site observées sélectionnées et
sont appliquées de maniére égale aux types de modules. Les facteurs d’accélération peuvent
varier avec la conception du produit et ainsi les mécanismes de dégradation peuvent ne pas
tous se produire. D’autres informations générales concernant les méthodes d’essais
accélérés, y compris les définitions des termes, peuvent étre consultées dans I'lEC 62506.

Certains mécanismes de dégradation de longue durée ne peuvent étre raisonnablement
détectés que par des essais de composants, en raison des longs délais exigés pour produire
la défaillance et de I'existence nécessaire de conditions de contrainte dont la réalisation est
co(iteuse sur de grandes surfaces. Les essais de composants qui ont atteint un niveau de
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maturité suffisant pour établir des critéres d’acceptation/refus en toute fiabilité sont intégrés
dans la série |IEC 61215 par le biais d'un ajout dans le Tableau 1 de I'lEC 61215-1. En
revanche, les procédures d'essai décrites dans cette série IEC 61215-2, sont réalisées sur
des modules.

Le présent document définit les modifications dépendantes de la technologie photovoltaique,
apportées aux exigences et procédures d'essai de [I'lEC 61215-1:2021 et de
I''EC 61215-2:2021.

2 Références normatives

Les références normatives de I'lEC 61215-1:2021 et de I'lEC 61215-2:2021 s'appliguent sans
modifigation.

3 Termes et définitions

Cet arflicle de I'lEC 61215-1:2021 s'applique sans modification.
4 Edhantillons d'essai

Cet arflicle de I'lEC 61215-1:2021 s'applique sans modification.
5 Marquage et documentation

Cet arflicle de I'lEC 61215-1:2021 s'applique’ sans modification.
6 Egsais

Cet artlicle de I'l[EC 61215-1:2021 s’applique avec les modifications suivantes:

Une aftention particuliére doit étre accordée a la stabilisation de la puissance de softie du
module dans le cadre de la procédure MQT 19, conformément aux exigences spédifiques
donnégs en 11,19-¢ci-apreés.

7 Cijitéres d'acceptation

Cet article de I'l[EC 61215-1:2021 s’applique avec les modifications suivantes:

La valeur maximale admissible de reproductibilité est fixée a r = 2,0 %.

La valeur maximale admissible de l'incertitude de mesure est fixée a mi1 =4,0 % pour les
modules contenant des cellules a jonction unique, et & my=5,0% pour les modules
contenant des cellules multijonctions.

8 Deéfauts visuels majeurs

Cet article de I'lEC 61215-1:2021 s'applique sans modification.
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9 Rapport

IEC 61215-1-3:2021 © |IEC 2021

Cet article de I'lEC 61215-1:2021 s'applique sans modification.

10 Modifications

Cet article de I'lEC 61215-1:2021 s'applique sans modification.

11 Série et procédures d'essais

La série d'essais de I'lEC 61215-1:2021 s'applique.

1.1

Cetes

11.2

Cetes

11.3

Cet es

11.4

Cet es

11.5

Fxamen visuel (MQT 01)

Détermination de la puissance maximale (MQT 02)

Fssai diélectrique (MQT 03)

Mesurage des coefficients de température (MQT 04)

Section de I'espace réserveé, précédemment NMOT

cai de I'IEC 61215-2:2021 s’applique sans modification.

cai de I'IEC 61215-2:2021 s’applique sans modification,

cai de I'IEC 61215-2:2021 s’applique sans modification.

ai de I'IEC 61215-2:2021 s’applique sans modification.

Ce pdragraphe de [I'IEC\61215-2:2021 n'exige pas de modifications spécifiqueg a la

techno

11.6

Cetes

11.7

Cet essai de I'l|EC 61215-2:2021 s’applique sans modification.

11.8

Cet essai de I'l|EC 61215-2:2021 s’applique sans modification.

ogie.

Performances dans les STC (MQT 06.1)

Performances sous faible éclairement (MQT 07)

sai de [NEC 61215-2:2021 s’applique sans modification.

Essai d'exposition en site naturel (MQT 08)

11.9 Essai de tenue a I'échauffement localisé (MQT 09)

Ce paragraphe de I'lEC 61215-2:2021, essai MQT 09, s'applique sans modification.

11.9.1

Objet

Ce paragraphe de I'lEC 61215-2:2021, essai MQT 09, s'applique sans modification.
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